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刖吾GB／T18268．1—2010／皿C61326·1：2005GB／T18268《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》系列标准包括以下部分：——第1部分：通用要求；——第21部分：特殊要求无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件和性能判据；——第22部分：特殊要求低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据；——第23部分：特殊要求集成或远程信号调理变送器试验配置、工作条件和性能判据；一～第24部分：特殊要求符合IEc61557—8的绝缘监控装置和符合IEc61557—9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据；——第25部分：特殊要求接口符合IEc61784～1，cP3／2的现场装置的试验配置、工作条件和性能判据；⋯第26部分：特殊要求体外诊断(IVD)医疗设备；——第31部分：执行或准备执行有关安全功能(功能安全)的设备的抗扰度要求一般工业应用；——第32部分：执行或准备执行有关安全功能(功能安全)的设备的抗扰度要求规定电磁环境中的工业应用。本部分是GB／T18268的第1部分。本部分等同采用国际标准IEc61326—1：2005(第1版)《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求》，(英文版)。本部分等同翻译IEc61326一l：2005。本部分依据GB／T1．1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB／T20000．2—2001《标准化工作指南第2部分：采用国际标准的规则》的有关规定进行下列编辑性修改：——删除了国际标准的前言和引言；——“IEc61326的本部分”改为“GB／T18268的本部分”；——原引用文件的引导语按GB／T1．1—2000的规定改成规范性引用文件的引导语；～用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。本部分替代GB／T182682000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。本部分与GB／T18268—2000相比，技术内容修改如下：——本部分第2章规范性引用文件中增加了IEc61000一6—1、IEc61000一3—11、IEc61000一3—12；删除了GB／T2900．1、GB4793．1、GB4343、GB／T6113．1、GB／T6113．2、GB9254。——本部分第3章术语和定义中增加了“功能接地”。——本部分5．2．2增加了对软件要求的内容。——本部分5．2．4增加了对静电放电试验方法的要求。——本部分6．2修改了表1、表2、表3，删除了有关传导抗扰度试验可以不做的描述。——本部分删除了GB／T18268—2000中7．2的表3和表4，发射限值直接引用GB4824、GB／T17625．1(或IEC61000一3—12)、GB17625．2(或IEC61000一3—11)。——本部分增加了第9章使用说明。——本部分删除了GB／T18268—2000的附录A，附录B，把附录A和附录B的内容并在6．2。——本部分把GB／T182682000中附录c改为附录A，表c．1改为表A．1并进行了修改。——本部分增加了参考文献。I
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Ⅱ

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(sAc／Tc 124)归口。

本部分负责起草单位：上海工业自动化仪表研究所。

本部分参加起草单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所、福建上润精密仪器有限公司。

本部分主要起草人：王英、洪济哗、李明华、戈剑。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB／T 18268 2000。
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GB／T18268．1—2010／IEC61326-1：2005测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求1范围GB／T18268的本部分规定了为专业、工业过程、工业制造和教育使用的电设备的电磁兼容性抗扰度和发射要求，这些电设备是由小于交流1000V或直流1500v的电源或电池，或者由被测线路供电工作，其中包括用于工业和非工业场所的设备和计算装置；一测量和试验；——控制；——实验室用；——与以上设备结合使用的辅助设备(如样品处理设备)。属于信息技术设备(简称ITE)范围内的计算装置和组件及类似设备，如果符合相应的信息技术设备的电磁兼容性标准，可以用在GB／T18268的本部分范围内的系统中，而不需进行额外的试验。本系列产品标准优先于通用标准。本部分涉及下列设备：a)测量和试验用的电设备这类设备是指利用电来测量、指示或记录一个或多个电量或非电量的设备，也包括非测量设备，例如信号发生器、测量标准器、电源及传感器。b)控制用的电设备这类设备是指将一个或多个输出量控制在规定值的设备，其中的每个值由人工设定、由本地或远距离程控，或由一个或多个输入变量确定。这类设备包括工业过程测量和控制装置，它由以下装置组成，例如：一过程控制器和调节器；一可编程控制器；一设备和系统的电源单元(集中或专用的)；一一模拟／数字式指示仪和记录仪；——过程检测仪表；一一传感器，定位器，智能执行机构等。c)实验室用的电设备这类设备是指用于测量、指示、监视或分析物质，或用于备料的设备，也包括体外诊断设备。这类设备也可用于除实验室以外的其他场所，例如家用自检测体外诊断设备。本部分适用于；——住宅、商业和轻工业环境中使用的符合IEc61000一6—1的设备；——工业场所中使用的设备；——实验室或具备受控电磁环境的试验和测量区域中使用的设备；——便携式试验和测量设备。1
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2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB／T 18268的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

GB／T 4365 电工术语 电磁兼容(GB／T 4365—2003，1EC 60050一161：1990，1DT)

GB 4824 2004工业、科学和医学(IsM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法

(CISPR 11：2003，IDT)

GB 17625．1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)(GB 17625．1—

2003，IEC 61000一3—2：200l，IDT)

GB 17625．2 电磁兼容 限值对每相额定电流≤16 A且无条件接人的设备在公用低压供电系

统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制(GB 17625．2 2007，IEc 61000一3—3：2005，IDT)

GB／T 17626．2电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(GB／T 17626．2—2006，

IEC 61000—4—2：2001，IDT)

GB／T 17626．3电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(GB／T 17626．3

2006，IEC 61000—4—3：2002，IDT)

GB／T 17626．4 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(GB／T 17626．4

2008，IEC 61000一4—4：2004，IDT)

GB／T 1 7626．5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(GB／T 17626．5—2008，

IEC 61000 4—5：2005，IDT)

GB／T 17626．6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度(GB／T 17626．6

2008，IEC 61000一4—6：2006，IDT)

GB／T 17626．8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(GB／T 17626．8～2006，

IEC 61000一4—8：200l，IDT)

GB／T 17626．11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

(GB／T 17626．11 2008，IEC 61000一4—1l：2004，IDT)

IEc 61000一6—1 电磁兼容 第6—1部分：通用标准 住宅、商业和轻工业环境的抗扰度

(IEC 61000一6—1：2005)

IEc 61000一3—1l电磁兼容第3—11部分：限值公用低压供电系统中电压变化、电压波动和闪烁

的限值额定电流75 A并需有条件连接的设备

IEc 61000一3—1z电磁兼容第3—12部分：与输入电流每相16 A和75 A的公用低压系统连接的

设备产生的谐波电流的限值

3术语和定义

GB／T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

GB／T 4365和本部分未包含的，但对不同的试验应用来说又是必要的术语，其定义在电磁兼容基

础标准中给出。

3．1

型式试验咖et8t
对产品的一个或多个有代表性的项目进行的符合性试验。

2
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GB／T18268．1—2010／IEC61326—1：2005rIEV151—16—16]3．2端口port在GB／T18268的本部分范围内，特定装置或系统与外界电磁环境的任何特定接口(见图1的受试设备实例)。注：I／0端口是指输八、输出或者双向的铡量、控制或数据端口。外壳端口交流电源端口功能接地端口受试设备直流电源端口“O端口图1端口实例3．3外壳端口蚰cl惦ureport设备的物理界面，电磁场通过它发射或侵入。3．4A类设备cla蟠AequipmeⅡt适用于除使用在家用设施内和直接连接到住宅低压供电网络外的设施内使用的设备。[GB4824—2004，4．2]3．5B类设备cl船sBequipm蚰t使用在家用设施内和直接连接到住宅低压供电网络上的设施内使用的设备。[GB4824—2004，4．2]3．6长距离线longdistanceline在一个建筑物内长度超过30m的线路，或者是向户外离开建筑物的线路(包括户外设施的线路)。3．7工业场所industriallocations以一个单独的供电网络为特征的场所，在多数情况下，由一个高压或中压变压器馈送，专用于给制造或类似工厂输电的设施供电，并且具备下列一个或多个条件：——大的感性或容性负载的频繁切换；——强电流和相应的磁场；——存在工业、科学和医疗(IsM)设备(例如：焊接机)。3．8实验室或试验和测量区域laboHtoryort∞tandme∞uHm％tam本部分范围内，实验室或试验和测量区域是一个专用于分析、试验和服务的区域。该范围内的设备必须由受过培训的人员操作。3．9受控电磁环境c蛐tr0¨酣electroma印etic蜘vironm蜘t本部分范国内，受控电磁环境通常具有这样的特征，即通过设备用户或设施设计识别和控制电磁兼容性威胁。3
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3．10

功能接地fmctionaI％rthillg

系统、装置或设备中一个或多个非电气安全用途的接地点。

注：用于功能接地的受试设备端口称为功能接地端口。

[IEV 195一01—13，修改]

4总则

本部分范围内的设备和系统可能遭受到各种各样的电磁骚扰，这些骚扰是通过电源、测量或控制线

路传导的，或是在环境中辐射的。骚扰的种类和等级依据系统、子系统或设备安装和运行的特定条件

而定。

诸如信号发生器、分析仪、频率计这样的设备应满足在制造商规定的条件下的要求(这些设备未连

接测试对象，或信号发生器输出端连接50 Q终端)。

当设备连接测试对象时，制造商要给出说明，可能出现超出本部分要求电平的发射。

本部分范围内的一个系统的设备或单个装置也可能是一个宽频带的电磁骚扰源。这些骚扰可以通

过电源线和信号线传导或直接辐射，并可能影响其他设备的性能，或影响外界电磁环境。

对于发射，这些要求的目标是确保在正常工作时，设备和系统产生的骚扰不超出某一电平，从而不

妨碍其他系统正常工作。发射限值见7．2。

为符合本部分，不要求进行超出本部分范围的额外的电磁兼容试验。

注l：对于一些特殊应用(例如，设备可靠工作是保证安全性的必要条件)或者设备用于更严酷的电磁环境中，则可

能需要比规定的更高的抗扰度等级。

注2：本部分不对基本的安全要求进行规定，如设备防电击，非安全运行，绝缘配合和相关的绝缘试验。见

IEC 61010安全要求。

注3：当测量、控制和实验室设备用于工业或专业用途时距接收天线小于30 m，或者用于家用或商业用途时距接收

天线小于10 m，本部分的发射限值可能不能确保广播和电视接收不受到干扰。

注4：在特殊情况下，例如，当在附近使用高敏感度设备的时候，可能须采取额外的缓解措施，将影响这些设备的电

磁发射减小到低于规定限值的更小的值。

注5：制造商可以选择一个或多个受试设备进行全部试验。试验顺序不作规定。

5电磁兼容试验方案

5．1 总则

在试验前应先制定一个电磁兼容试验方案，方案中至少包括5．2～5．5中所规定的要素。

从电特性和某一特殊装置的用途上考虑可能认为某些试验是不合适的，因而也是不必要的。在这

些情况下，不进行试验的决定应在电磁兼容试验方案中予以记录。

5．2试验时受试设备的配置

5．2．1 总则

测量、控制和实验室设备经常由非固定配置的系统组成。在设备内部，不同组件的种类、数量和安

装对于每个系统都可能是不相同的。因而不必对设备每一种可能的配置进行试验，这是合理的，也是本

部分推荐的。

为了真实地模拟电磁兼容条件(与发射和抗扰度都有关的)，设备组合应按照制造商规定的一种典

型安装配置。这些试验应作为型式试验在制造商规定的正常条件下进行。

5．2．2受试设备组成

对电磁兼容有重要影响，属于受试设备的所有装置、机架、模块、板等都应以文件记录下来。如软件

也相关，软件的版本也应以文件记录下来。

4
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GB／T18268．1—2010／IEC61326-1：20055．2．3受试设备的组合假如一个受试设备具有不同的内部和外部配置，那么应对一个或多个代表通常使用的典型配置进行型式试验。所有类型的模块应至少试验一次。这样选择的理由应在电磁兼容试验方案中予以记录。5．2．4I／O端口对于同一类型的多个I／O端口，如果能够说明连接额外的电缆不会显著影响试验结果，则仅在其中一个端口连接一根电缆就已足够。如果在GB／T18268系列的其他部分中没有进行详细说明，则静电放电不应施加在插人式端口或电缆连接器的内部插脚(但是可施加在受试设备使用中已连接的连接器上)。5．2．5辅助设备如果有受试设备需使用多种装置，则至少从每一类型的装置中挑选一个来模拟实际的工作条件。辅助装置可以模拟。5．2．6电缆连接和接地电缆和地线应根据制造商的规范连接到受试设备上。不应有额外的接地。5．3试验时受试设备的工作条件5．3．1工作状态考虑到只能对电子设备最典型的功能而不是所有的功能进行试验，所以应该选择具有代表性的工作状态。对于正常的应用，应该选择所估计的最不利工作状态。5．3．2环境条件试验应在制造商规定的工作环境范围内(例如环境温度、湿度、大气压力)和额定的供电电压和频率范围内进行。5．3．3试验时受试设备的软件用作模拟不同的工作状态的软件应以文件记录下来，此软件应代表在正常应用时所估计的最不利工作状态。5．4性能判据规范对于抗扰度试验，对每一种工作状态和试验应规定性能判据。如有可能，给出定量值。5．5试验描述在电磁兼容试验方案中应规定欲施加的每个试验。试验项目、试验方法、试验的特性参数和试验配置在6．2和7．2所提及的基础标准和引用标准中给出。这些标准的内容不需要在试验方案中复述，然而，本部分给出了实际进行试验所需的补充信息。在某些情况下，电磁兼容试验方案应该详细规定试验的适用情况。注：为了试验目的，本标准中没有规定所有已知的骚扰现象，而仅仅是那些被认为是最关键的骚扰现象。6抗扰度要求6．1试验条件试验时的配置和工作状态应在试验报告中确切地注明。应按照适用情况根据表1、表2或表3对相关的端口进行试验。试验应按照基础标准进行。在同一时间内只进行一项试验。如果要求使用另外的方法，则方法和理由应在文件中说明。6．2抗扰度试验要求基本抗扰度试验要求在表1中给出。预期用于工业场所设备的特殊抗扰度要求在表z中给出。用于具有受控电磁环境的实验室或试验和测量区域设备的特殊要求在表3中给出。
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表1 抗扰度试验的基本要求

端日 试验项日 基础标准 试验值 性船判据

外壳 静电放电(EsD) GB／T 17626．2 接触放电4 kV；空气放电4 kV B

射频电磁场 GB／T 17626．3 3 V／m(80 MHz～1 GHz) A

3 V／m(1．4 GHz～2 GHz)

1 V／m(2．0 GHz～2．7 GHz)

交流电源 电压暂降 GB／T 17626．11 0“半周期 B

(包括保护接地) 0％1周期 B

70％25／30‘周期 C

短时中断 GB／T 17626．11 0蹦25／30。周期 C

脉冲群 GB／T 17626．4 l kV(5／50 ns，5 kHz) B

浪涌 GB／T 17626．5 0．5 kVt／1 k矿 B

射频场感应的传导骚扰 GB／T 17626．6 3 V(1 50 kHz～80 MHz) A

直流电源4 脉冲群 GB／T 17626．4 l kV(5／50 ns，5 kHz) B

(包括保护接地) 浪涌 GB／T 17626．5 O．5 kV6／1 kvb B

射频场感应的传导骚扰 GB／T 17626．6 3 V(150 kHz～80 MHz) A

I／O信号／控制 脉冲群 GB／T 17626．4 O．5 kV8(5／50 ns，5 kHz) B

(包括功能接地 浪涌 GB／T 17626．5 1 kV‘“ B

端口的连接线) 射频场感应的传导骚扰 GB／T 17626．6 3 V8(150 kHz～80 MHz) A

直接与电源相 脉冲群 GB／T 17626．4 1 kV(5／50 ns，5 kHz) B

连的I／O信号／ 浪涌 GB／T 17626．5 O．5 kV‘／1 kV。 B

控制 射频场感应的传导骚扰 GB／T 17626．6 3 V(150 kHz～80 MHz) A

8线对线。

b线对地。

。仅适用于长距离线的情况(见3．6)。

8仅适用于线路长度超过3 m的情况。

。“25／30周期”表示25周期适用于额定频率为50 Hz的试验，30周期适用于额定频率为60 Hz的试验。

表2工业场所用设备的抗扰度试验要求

端口 试验项目 基础标准 试验值 性能判据

静电放电(ESD) GB／T 17626．2 接触放电4 kv，空气放电8 kv B

射频电磁场辐射 GB／T 17626．3 lO V／m(80 MHz～1 GHz) A

外壳 3 V／m(1．4 GHz～2 GHz)

1 V／m(2．O GHz～2．7 GHz)

额定工频磁场 GB／T17626．8 30A／m。 A

电压暂降 GB／T 17626．1l 0“1周期 B

40％10／12“周期 C

70％25／30“周期 C

交流电源 短时中断 GB／T 17626．1l O“250／300。周期 C

脉冲群 GB／T 17626．4 z kV(5／50 ns，5 kHz) B

浪涌 GB／T 17626．5 1 kV-／2 kvb B

射频场感应的传导骚扰 GB／T 17626，6 3、，f(150 kHz～80 MHo A

6



www.bzfxw.com

表2(续)cB／T18268．1—2010／IEc61326—1：2005端口试验项目基础标准试验值性能判据脉冲群GB／T17626．42kV(5／50ns，5kHz)B直流电源一浪涌GB／T17626．51kV‘／2kV5B射频场感应的传导骚扰GB／T17626．63矿(150kHz～80MHz)AI／O信号／控制脉冲群GB／T17626．4lkV(5／50ns，5kHz)4B(包括功能接地浪涌GB／T17626．51kV6·。B端口的连接线)射频场感应的传导骚扰GB／T17626．63、一·‘(150kHz～80MHz)A直接与供电网脉冲群GB／T17626．42kV(5／50ns，5kHz)B络相连的I／O浪涌GB／T17626．51kVl／2kvbB信号／控制端口射频场感应的传导骚扰GB／T17626．63、，f(150kHz～80MHz)A8线对线。o线对地。。仪适用于长距离线的情况(见3．6)。4仅适用于线路长度超过3m的情况。8仅适用于对磁场敏感的设备。当磁坜强度大于1A／m时，阴极射线管的显示干扰是允许的。‘传导射频试验的试验等级较辐射射频试验的试验等级低，这是由于传导射频试验在每个频率上模拟了谐振状态．因此是一种较严酷的试验。5设备／系统各部分间的直流连接，如没有连接到直流配电网络，应当作为I／O信号／控制端口处理。““25／30周期”表示25周期适用于额定频率为50Hz的试验，30周期适用于额定频率为60Hz的试验。表3在受控电磁环境中使用的设备的抗扰度试验要求端口试验项目基础标准试验值性能判据静电放电(ESD)GB／T17626．2接触放电4kV，空气放电8kvB射频电磁场辐射GB／T17626．31V／m(80MHz～1GHz)A外壳1V／m(1．4GHz～ZGHz)lV／m(2．0GHz～2．7GHz)电压暂降GB／T17626．11O％半周期B脉冲群GB／T17626．41kV(5／50ns．5kHz)B交流电源浪涌GB／T17626．50．5kp／lkV6B射频场感应的传导骚扰GB／T17626．6lV(150kHz～80MHz)A脉冲群GB／T17626．4lkV(5／50Ⅱs，5kHz)B直流电源“8浪涌GB／T17626．5不要求射频场感应的传导骚扰GB／T17626．61V(150kHz～80MHz)AI／o信号／控制脉冲群GB／T17626．4O．5kV。(5／50ns，5kHz)B(包括功能接地浪涌GB／T17626．5不要求端口的连接线)射频场感应的传导骚扰GB／T17626．61V。(150kHz～80MHz)A脉冲群GB／T17626．4X‘测量I／口浪涌GB／T17626．5不要求射频场感应的传导骚扰GB／T17626．6X。8线对线。b线对地。。仅适用于线路长度超过3m的情况。d设备／系统各部分间的直流连接，如没有连接到直流配电网络．应当作为I／O信号／控制端口处理。。设定的骚扰值应在制造商的产品技术规范中说明。7
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制造商应说明，符合表3要求的设备是预期使用在受控电磁环境中，例如不可在附近使用诸如移动

电话之类的射频发射机。

注：通常。分析、试验和服务实验室具有受控的电磁环境，并且这些区域的工作人员通常是经过培训的，能够解释结

果。在此环境中要求有设各保护装置，如不间断电源(uPs)、滤波器或浪涌抑制器。因此表3中的试验值比

表1中的试验值严酷程度低。

6．3偶然性方面

在试验期闯，性能判据应可观测，并且不应该是一个偶然现象。试验持续时间和试验次数应足以测

试电磁兼容试验方案中规定的受试设备的每个功能。对自动(微处理器)控制的受试设备进行试验时，

应特别注意这一点。

注：例如，对一台数字设备进行静电放电试验时，应对受试设备在每个极性、每个试验点和每个试验等级至少进行

lo次放电试验，以排除偶然性结果。在脉冲群试验中，试验时间延长至大于l min可能是可取的。

6．4性能判据

以下是评定抗扰度试验结果的通用原则(性能判据)：

6．4．1性能判据A

试验时，在规范限值内性能正常。

示倒：如果要求电子设备工作可靠性高，则受试设备工作时性能不应有偏离制造商所规定的技术规范的明显降级。

6．4．2性能判据B

试验时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复。

示例l：数据传送用奇偶校验或通过其他方法来控制和校验。例如由雷击等类似原因引起出错时，数据传送将自动

重复，这时降低的数据传送速率是可以接受的。

示例2：试验时，模拟功能数值可出现偏差。试验后，偏差消失。

示例3：在一个监视器只用于人一机监视时，出现某些短时间的性能下降是可以接受的，例如在施加脉冲群时出现

阕烁。

6．4．3性能判据c

试验时，功能或性能暂时降低或丧失，但需要操作者干预或系统复位。

示例1：当主电源的中断比规定的缓冲时间要长时，设备的供电单元被切断。供电电源的接通可以是自动的或由操

作者进行。

示例2：在骚扰引起程序中断后，设备的处理器功能应停在规定位置，并且不会处于“崩溃状态”。可能需要给出提

示，以让操作者做出判定。

示例3：试验导致过流保护装置断路，由操作者更换或复位该过流保护装置。

7发射要求

7．1测量条件

测量应在符合电磁兼容试验方案的工作状态下进行(见第5章)。

试验、试验方法和试验配置的描述在7．2规定的引用标准中给出。引用标准的内容在这里不再复

述；然而，试验实际执行时需要的修改或附加的信息由GB／T 18268系列标准的各个不同部分给出。

7．2发射限值

GB 4824、GB 17625．1(或IEc 61000—3—12)和GB 17625．2(或IEc 61000一3—11)给出的限值、测量方

法和规定适用于B类设备。GB 4824给出的限值、测量方法和规定适用于A类设备。设备的分类和各

类限值的选择应在考虑预期使用环境和使用区域的发射要求后确定。

设备应当进行分类，各类的信息由GB 4824—2004第4章中规定的相应的组或类提供。

对于使用频率在工、科、医频段内的设备，见GB 4824。

8试验结果和试验报告

试验结果应记录在一份综合的试验报告中，该试验报告应具有足够多的细节以提供试验可重复性。
8
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试验报告至少应包含以下信息——受试设备的描述；——电磁兼容试验方案；——试验数据和结果；——试验设备和配置。GB／T侣268．T一20加／IEC61326—1：20059使用说明如果GB／T18268的某些部分有要求，相关的使用说明可列入用户文件中。9
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附录A

(规范性附录)

便携式试验和测量设备的抗扰度试验要求

本附录所涵盖的设备是指由电池或由被测线路供电的便携式试验和测量设备。在充电时能进行操

作的设备不包括在本附录的范围内。

注1：本部分范围内的试验和测量设备能用于众多场所，但需由能解释所获结果的工作人员使用。如果这些设备

被连接到供电电源，通常这种连接仅仅是通过它们的试验或测量引线的连接，并且只是短时的测试。因此，

表九1的试验值比表1的试验值严酷程度低。

注2：如果在附近使用射频发射机，它们可能会干扰本部分范围内的设备。

表A．1 便携式试验和测量设备的抗扰度试验要求

端口 试验项目 基础标准 试验值

静电放电(EsD) 接触放电4 kv，空气放电8 kV

射频电磁场
GB／T 17626．2

3 V／m(80 MHz～1 GHz)
外壳

3 V／m(1．4 GHz～2 GHz)
GB／T 17626．3

1 V／m(2．O GHz～2．7 GHz)

10

在GB／T 18268的本部分范围内的产品所使用的电源充电器没有更进一步的抗扰度要求。
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